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(57)【要約】
　a）光に応答して、時間経過に伴って蓄積した光を表
わす変動電圧信号を発生させる光積分光センサー回路と
；b）時間測定信号と上記変動電圧信号を受信し、その
変動電圧信号が所定の電圧レベルに到達するのに必要な
時間を表わす出力値を発生させる測定回路とを備えてい
て、その出力値が上記必要な時間の間に蓄積された光に
比例する光検出回路。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　a）光に応答して、時間経過に伴って蓄積した光を表わす変動電圧信号を発生させる光
積分光センサー回路と；
　b）時間測定信号と上記変動電圧信号を受信し、その変動電圧信号が所定の電圧レベル
に到達するのに必要な時間を表わす出力値を発生させる測定回路とを備えていて、その出
力値が上記必要な時間の間に蓄積された光に比例する光検出回路。
【請求項２】
　上記測定回路が、上記所定の電圧レベルに対応するトリガー・レベルを有するディジタ
ル回路であり、上記時間測定信号がディジタル・クロック信号であり、上記出力値がディ
ジタル値である、請求項1に記載の光検出回路。
【請求項３】
　上記測定回路がアナログ回路であり、上記時間測定信号がランプ電圧信号であり、上記
出力値がアナログ電圧値である、請求項1に記載の光検出回路。
【請求項４】
　上記測定回路が、複数ある所定の電圧レベルのうちの対応する電圧レベルに上記変動電
圧信号が到達する時刻を表わす複数の出力値を発生させる、請求項1に記載の光検出回路
。
【請求項５】
　上記光センサー回路が、フォトダイオード、フォトキャパシタ、フォトトランジスタの
いずれかを用いた光センサーを備える、請求項1に記載の光検出回路。
【請求項６】
　上記光センサー回路が有機光センサーを備える、請求項1に記載の光検出回路。
【請求項７】
　上記光センサー回路がシリコン製光センサーを備える、請求項1に記載の光検出回路。
【請求項８】
　上記光センサー回路が薄膜回路を備える、請求項1に記載の光検出回路。
【請求項９】
　上記測定回路が薄膜回路を備える、請求項1に記載の光検出回路。
【請求項１０】
　上記光センサー回路の少なくとも一部がフラット-パネル・ディスプレイの基板上に形
成されている、請求項1に記載の光検出回路。
【請求項１１】
　上記測定回路の少なくとも一部がフラット-パネル・ディスプレイの基板上に形成され
ている、請求項1に記載の光検出回路。
【請求項１２】
　上記光センサー回路が周期的リセット信号にも応答する、請求項1に記載の光検出回路
。
【請求項１３】
　上記周期的リセット信号の周期を変えることができる、請求項12に記載の光検出回路。
【請求項１４】
　上記変動電圧信号が1周期内に上記所定の電圧レベルに達しない場合には上記周期的リ
セット信号の周期が長くされる、請求項12に記載の光検出回路。
【請求項１５】
　上記周期的リセット信号の周期が長くされた場合に上記時間測定信号の分解能が下げら
れる、請求項12に記載の光検出回路。
【請求項１６】
　上記変動電圧信号が1周期の半分以内の時間で上記所定の電圧レベルに達した場合には
上記周期的リセット信号の周期が短くされる、請求項12に記載の光検出回路。
【請求項１７】
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　上記周期的リセット信号がディジタル・カウンタから発生する、請求項12に記載の光検
出回路。
【請求項１８】
　上記時間測定信号の分解能が、上記変動電圧信号が所定の電圧レベルに達するのに要す
る時間に応じて設定される、請求項1に記載の光検出回路。
【請求項１９】
　上記時間測定信号がディジタル・クロック信号であり、上記分解能が、そのディジタル
・クロック信号の周波数を調節することによって設定される、請求項18に記載の光検出回
路。
【請求項２０】
　上記時間測定信号がランプ電圧信号であり、上記分解能が、そのランプの傾きを調節す
ることによって設定される、請求項18に記載の光検出回路。
【請求項２１】
　上記変動電圧信号が1周期の半分以内の時間で上記所定の電圧レベルに達した場合には
上記時間測定信号の分解能が大きくされる、請求項18に記載の光検出回路。
【請求項２２】
　a）基板と、その基板上のディスプレイ領域内に位置する複数の有機発光ダイオードと
；
　b）請求項1に記載の光検出回路とを備え、この光検出回路の少なくとも一部が上記基板
上に形成されているフラット-パネル・ディスプレイ。
【請求項２３】
　上記光検出回路が、入射してくる周囲光を検出する、請求項22に記載のフラット-パネ
ル・ディスプレイ。
【請求項２４】
　上記光検出回路が、上記有機発光ダイオードから出る光を検出する、請求項22に記載の
フラット-パネル・ディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光センサー回路に関するものであり、より詳細には、周囲光を感知するため
の光センサーを備える固体フラット-パネル・ディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイ（LCD）や有機発光ダイオード（OLED）などのフラット-パネル・ディ
スプレイは、多彩な環境条件下で多彩な用途に役立つ。このようなディスプレイは、（周
囲光がほとんどない）暗い環境で見るときには、（周囲光がより多い）より明るい環境で
見るときと同じくらい明るい必要はない。ディスプレイの光出力を定期的に調節して周囲
光条件と相殺されるようにするのであれば、ディスプレイは、周囲光が変化する場合でさ
え、周囲光に対して一定の相対明度を維持することができる。これは、明るい環境では、
ディスプレイの明度を大きくして可視性を向上させることを意味し、暗い環境では、ディ
スプレイの不必要な明度を低下させることによってディスプレイの寿命を長くするととも
に、使用電力を減らすことを意味する。
【０００３】
　ディスプレイにおいて光センサーを使用して周囲光を検出し、周囲光に応答してディス
プレイの明度を調節することが知られている。効率的なシリコン製光センサーが入手可能
であり、この光センサーは、一般に、この光センサーへの入射光に比例する電流を発生さ
せる。このような光センサーはシリコン基板上に構成され、広いダイナミック・レンジを
持つことができる。このようなセンサーをディスプレイと組み合わせて周囲光を感知する
ことができる。例えば、エレクトロルミネッセンス・ディスプレイに対する周囲光の影響
を相殺する回路が記載されている日本国特開2002-297096-Aを参照のこと。しかしここで
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実現されているセンサーはディスプレイとは独立しており、光を単一の点で感知する。す
るとコストが上昇し、部品の数が多くなり、デバイスのサイズが大きくなるため、ディス
プレイそれ自体に入射する光を直接測定することはできない。
【０００４】
　アクティブ-マトリックス式ディスプレイ装置に光センサーを一体化してそのディスプ
レイ装置それ自体から出る光を感知することが知られている。例えば2002年12月3日にYou
ngらに付与されたアメリカ合衆国特許第6,489,631号を参照のこと。この特許には、ディ
スプレイの発光素子から出る光を感知するため、光センサーをそのディスプレイと一体化
することが記載されている。このような光センサーを利用して周囲光を検出することは開
示されていないが、発光素子とカップリングしたセンサーを配置することで、光センサー
のサイズと、周囲光を感知する能力が制限される。
【０００５】
　ディスプレイに対する周囲光の影響を相殺するには、光感知装置が、周囲光を代表する
広いダイナミック・レンジの信号を発生させることが重要である。ヒトの視覚系は、光子
がほんの数個という非常に暗い周囲条件から75,000ルクスを超える非常に明るい屋外条件
までの光を効率的に検出することができる。しかし出願人が行なったテストから、薄膜技
術を利用してフラット-パネル・ディスプレイ上に構成した光センサーは、シリコン基板
上に構成した光センサーの効率には及ばないことと、より低い例えば100cd/m2未満のレベ
ルの光を表わす信号を発生させるのに必要な感度を持たないことがわかった。さらに、フ
ラット-パネル・ディスプレイ上に構成した光センサーは、ヒトの視覚系の範囲に合致さ
せるのに必要なダイナミック・レンジも持たない。
【０００６】
　光センサー（例えばフォトダイオードやフォトトランジスタ）と組み合わせて用いる典
型的な回路は、発生する電流を直接測定するか、電流を蓄積し、蓄積した電荷を測定する
かのいずれかである。前者では、フラット-パネル・ディスプレイの典型的な薄膜光セン
サーから発生する電流は非常に小さくてフェムトアンペアのオーダーであるため、電流を
信頼性よく検出することが非常に難しい。後者では、電荷は一般に電圧信号に変換され、
その電圧信号がアナログ-ディジタル変換器（ADC）によって感知される。例えば「光検出
器、光検出式位置検出器、座標入力装置、座標入力／出力装置、光検出法」という名称の
2004年5月25日に付与されたアメリカ合衆国特許第6,740,860号には、光センサーとADCを
利用した回路が記載されている。しかしアナログ-ディジタル変換回路は複雑かつ高価で
あり、しかもフラット-パネル・ディスプレイで一般に見られるガラス基板上に製造する
ことは難しい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって光を検出するための、その中でも特に、アクティブ-マトリックス式フラッ
ト-パネル・ディスプレイに入射する周囲光を検出するための、改善された光センサー回
路が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施態様は、a）光に応答して、時間経過に伴って蓄積した光を表わす変動
電圧信号を発生させる光積分光センサー回路と；b）時間測定信号と上記変動電圧信号を
受信し、その変動電圧信号が所定の電圧レベルに到達するのに必要な時間を表わす出力値
を発生させる測定回路とを備えていて、その出力値が上記必要な時間の間に蓄積された光
に比例する光検出回路に関する。
【０００９】
　本発明のさらに別の一実施態様は、a）基板と、その基板上のディスプレイ領域内に位
置する複数の有機発光ダイオードと；b）上記の実施態様による光検出回路とを備え、こ
の光検出回路の少なくとも一部が上記基板上に形成されているフラット-パネル・ディス
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プレイに関する。このさらに別の実施態様では、回路は、ディスプレイに入射する周囲光
、または有機発光ダイオードから出る光を検出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図1を参照すると、光を検出するための回路10が、光50に応答して、時間経過に伴って
蓄積した光50を表わす変動電圧信号18を発生させる光積分光センサー回路12と；時間測定
信号20と変動電圧信号18を受信し、変動電圧信号18が所定の電圧値に到達するのに必要な
時間を表わす出力値22を発生させる測定回路14を備えていることがわかる。なおこの出力
値22は、その必要とされる時間の間に蓄積した光に比例する。
【００１１】
　光積分光センサー回路12は、1個以上の光センサー24を備えることができる。特別な一
実施態様では、このような光センサーは、フラット-パネル・ディスプレイの基板上に配
置することができる。例えば薄膜回路を使用できる。回路12は、周期的に光センサー24を
通じて放電されるキャパシタ26と、周期的にキャパシタ26を再充電するリセット用トラン
ジスタ28と、変動電圧信号18を発生させる増幅用トランジスタ30を備えることができる。
この回路12は、アクティブ-マトリックス式OLEDフラット-パネル・ディスプレイ装置の製
造に適した方法を利用してガラス基板上に薄膜シリコン光センサーを用いて構成されてお
り、テストの際にうまく作動した。変動電圧信号18は、測定回路14に接続されている。測
定回路14は、イネーブル操作とリセット操作を行なう回路を含むカウンタ32を備えること
ができ、このカウンタ32には時間測定クロック信号20が供給されてディジタル出力信号22
を発生させる。カウンタ32には、カウント値を記憶する記憶レジスタ34を設けること、ま
たは別のレジスタがそれ以外の回路を設けてカウント値を記憶させ、適切なタイミング信
号と制御信号で制御することができる。カウンタ32の中にあるリセット回路は、カウンタ
の値をゼロにセットし、カウンタ32の中にあるイネーブル回路は、カウンタ32の値を増加
させることができる。
【００１２】
　動作中は、周期的リセット信号16によってまず最初にキャパシタ26が充電され、カウン
タ32がリセットされる。キャパシタ26が充電されているときには、光センサー回路12から
の変動電圧信号18出力は小さく、イネーブル回路が、カウンタ32のカウント値を、時間測
定クロック周波数に依存した速度で大きくすることができる。時間が経過するにつれてキ
ャパシタ26が放電され、それに合わせてカウンタ32は値が大きくなる。ある時点で、変動
電圧信号18は、カウンタのディジタル入力が切り換わる電圧に対応する所定の電圧レベル
に達する。するとカウンタ32はディスエイブルの状態になる。このときカウンタ32の出力
値は、周期的リセット信号16によってカウンタ32がリセットされてから所定の電圧レベル
に達するまでに必要とされる時間の間に光センサー24に蓄積した入射光に比例しているた
め、光の強度を表わす。この周期が終わると、周期的リセット信号16によってキャパシタ
26が再び充電され、カウンタ32がリセットされてサイクルが繰り返されるため、周囲光50
の強度を表わす周期的ディジタル出力値22が発生する。
【００１３】
　変動電圧信号18がカウンタ32をディスエイブルにする電圧は、所定の期間にカウンタ32
が到達する値に直接影響を与える。従来の典型的なカウンタに見られるディジタル回路は
、製造法、材料、設計に依存したあらかじめ決めた所定の電圧で切り換わる。光センサー
回路12において切り換わる所定の電圧レベルに達するまでに要する時間を測定することに
より、変動電圧信号18の実際の電圧を測定するのに必要とされる複雑なアナログ-ディジ
タル・センサーを用いることなく、光センサー24に入射する光の強度が非常に正確かつ確
実に測定される。
【００１４】
　本発明を利用して光を1回だけ測定することもできるが、本発明を周期的に利用して入
射光の明るさを繰り返し測定することが期待される。したがって光センサー回路を周期的
にリセットして光の明るさを繰り返して測定することが有用である。光の明るさは変化す
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る可能性があるため、そして測定回路のダイナミック・レンジは限られている（例えばカ
ウンタのビット数が限られている）ため、周期的リセット信号の周期を変えるとよい。さ
らに、時間測定信号の周波数を調節してより正確な測定を行なうとよかろう。
【００１５】
　リセット信号16の周期を変えると、より広いダイナミック・レンジでより頻繁に光の強
度を測定することができる。周期が非常に長くて入射光が非常に明るい場合、周期が終わ
る前に回路は飽和し、カウンタはディスエイブルの状態になるであろう。この場合、回路
はそれよりも明るい光をまったく測定することができないため、リセット信号の周期を短
くして更新をより頻繁に行なうとよい。周期が短すぎる（光が暗すぎる）場合には、カウ
ンタがディスエイブル状態になる前、そして回路がリセット信号の周期をうまく測定する
前に、カウンタはリセットされる。この場合、より多くの光を集めるためにリセット周期
を長くせねばならない。したがって、入射光50を正確に測定しつつ、できるだけ頻繁に更
新を行なえるようにリセット信号を変化させるとよい。回路の応答のダイナミック・レン
ジは周期の影響を受けないが、測定の精度は、クロック20の周波数と、カウンタのイネー
ブル回路の変動の影響を受ける。
【００１６】
　測定回路14による測定の範囲と分解能は、カウンタのビット数と時間測定信号の周波数
に依存する。光が非常に暗いか非常に明るい場合、いくつかの測定レベルだけを利用する
ことが可能である。測定の範囲を最適化するには、変動電圧信号が所定の電圧レベルに達
する時間に応じて時間測定信号の分解能を設定することが好ましい。言い換えるならば、
予想される最も明るい光に関して変動電圧信号が所定の電圧レベルに達する時間に、カウ
ンタが最大値に達するか最大値に近づくことが好ましい。これは、時間測定信号の周波数
を調節することによって実現できる。そのためには、例えばカウンタを利用して時間測定
信号を発生させ、カウンタがリセットされる回数を変化させる。
【００１７】
　変動電圧信号が所定の電圧レベルに達する前にカウンタの値が最大値に達する場合には
、時間測定信号の周波数を小さくする（クロックを遅くする）とよい。カウンタが最大値
に達するはるか前に変動電圧信号が所定の電圧レベルに達する場合には、時間測定信号の
周波数を大きくする（クロックを速くする）とよい。アナログ時間測定信号（例えばラン
プ電圧信号）を用いる場合には、ランプの傾きを小さくして測定を実質的にゆっくりと行
なうか、ランプの傾きを大きくして測定を実質的に早く行なうことができる。
【００１８】
　一般に、特定の用途で見られる異なる光の強度を容易に区別するのに十分な時間測定の
分解能があると好ましい。最も明るい光に曝露されて変動電圧信号が1周期の半分の時間
で所定の電圧レベルに達する場合には、時間測定信号または周期の長さを調節し、カウン
タにおいて利用可能なビットをより効率的に利用できるようにするとよい。
【００１９】
　図5を参照すると、本発明の一実施態様で使用する光センサー回路からの変動電圧信号
のグラフが示してある。変動電圧信号を時間軸でサンプリングし、コード値を単位として
電圧を測定する。それぞれの曲線は、異なる周囲光の条件下で得られた変動電圧信号を表
わしている。このグラフからわかるように、暗い条件下では、DIMと表示した変動電圧信
号は小さな値から始まってゆっくりと増加する。それよりも相対的に明るい（より大きな
cd/m2）条件下では、変動電圧信号は小さな値から始まってより早く大きくなる。したが
って変動電圧信号が所定の閾値に達する時間は照明条件に依存する。
【００２０】
　カウントの最大値または最小値と比較することによって周期的リセット信号16を変化さ
せるとよい。図2を参照すると、比較器40を用いてディジタル出力22を最小値と比較し、
比較器42を用いてディジタル出力22を最大値と比較できることがわかる。ディジタル出力
22の値が最小値に等しい場合には、ディジタル・ダウン・カウンタ48（クロック信号52に
よって値が増加し、リセット信号16を制御するのに使用される）に記憶されている周期の
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値が増分信号44を利用して長くされるため、リセット周期が長くなる。あるいはカウンタ
32のクロック周波数をディジタル・ダウン・カウンタ48と比べて大きくすることができる
。ディジタル出力値が最大値に等しい場合には、減分信号46を利用して周期の値を短くす
ることができる。時間測定信号20の周期は、リセット信号16の周期よりも数桁小さいこと
が好ましい。
【００２１】
　図1に示した本発明の実施態様では、カウンタ・イネーブル入力の切り換え電圧に依存
した単一の時間値が発生する。本発明の別の一実施態様では、時間を基準とした複数のデ
ィジタル信号22を見いだすことができる。図3を参照すると、カウンタ32は（図1のように
）リセット信号によってクリアされるが、カウンタ32からの出力値は3つのレジスタ34の
入力に印加される。それぞれのレジスタは異なる比較器36の出力によってトリガーされて
対応する入力カウンタ値を記憶する。それぞれの比較器は、変動電圧信号18と、一連の抵
抗器38が発生させる異なる比較電圧37とに接続されている。抵抗器38は、（図示したよう
な）可変抵抗器でも、固定値の抵抗器でもよい。動作中は、光センサー電圧信号18が比較
電圧37と一致したことを対応する比較器36が示したときにはいつでもレジスタ34がトリガ
ーされ、対応するカウンタ入力値を記憶する。追加されるこれらの値は、時間変化する可
変光センサー電圧信号18の形状に関する情報を提供する。追加されるこれらの値を利用し
て光センサーに入射する光の測定を改善することができる。さらに、異なる電圧の比較を
利用して得られる時間を基準とした複数の信号は、システムのダイナミック・レンジを広
げる。例えば非常に暗い光源は、妥当な時間内に1つの比較器をトリガーすることはでき
ないのに対し、より低い電圧に基づく別の比較器はそれが可能であろうゆえ、非常に暗い
レベルの光での検出を改善することができよう。同様に、非常に明るい光源を単一の比較
器で別の明るい光から区別することはできないが、より大きな電圧に基づいた別の比較器
はそれが可能であろうゆえ、非常に明るいレベルの光での検出を改善することができよう
。
【００２２】
　図1と図3に示した本発明の実施態様ではディジタル出力が発生する。これは有用だが、
本発明は、すべてがアナログである実施態様でも利用できる。図4を参照すると、ランプ
電圧発生器38を利用することで、図1の光センサーをリセットするのと同じ信号によって
リセットされるクロックと同等なアナログ信号を発生させていることがわかる。ランプ電
圧発生器38は、時間経過とともに連続的に増加するか連続的に減少する信号を発生させる
。そのため任意の時刻における信号の電圧値から時刻が明らかになる。ランプ電圧発生器
38から出力されたランプ電圧信号37は、サンプル・ホールド回路39の入力に接続されてい
る。可変光センサー電圧信号18は比較器36によってトリガー電圧（VDDとして示してある
が、任意の電圧を使用できる）と比較され、可変光センサー電圧信号18がトリガー電圧と
一致している場合には、ホールド信号35がサンプル・ホールド回路39に送られてサンプル
・ホールド回路39への入力信号がサンプリングされる。サンプリングされた信号の電圧は
、その信号が取得された時刻および光センサー電圧信号18がトリガー電圧に達した時刻と
一対一に対応する。ディジタル出力回路に関して図3で説明したように、サンプル・ホー
ルド回路39と比較器36を複数用意し、異なるトリガー電圧を用いて異なる時刻における光
センサー信号の電圧を見いだすことで、光センサー電圧信号の形状の時間変化に関する情
報を得ることと、光センサーに入力する光の測定を改善することができる。
【００２３】
　本発明をフラット-パネル・ディスプレイ装置（例えば有機発光ダイオード式フラット-
パネル・ディスプレイ）で利用し、このディスプレイに対する周囲光の影響を相殺するこ
とができる。ディジタル出力信号22が明るい周囲環境であることを示している場合には、
ディスプレイの制御に用いる制御装置がディスプレイをより明るくすることで、ディスプ
レイの表示をより見えやすくする。あるいはディジタル出力信号22が暗い周囲環境である
ことを示している場合には、ディスプレイの制御に用いる制御装置がディスプレイをより
暗くすることで、ディスプレイの表示の見やすさを損なうことなくディスプレイの電力を
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節約するとともに寿命を長くする。周囲光に対するディスプレイの応答は反復式にするこ
とができる。すなわち、ディジタル出力信号を検出し、ディスプレイの出力を調節し、再
びディジタル信号を検出し、出力を再び調節するといった操作を繰り返す。これは、ある
周囲条件から別の周囲条件へと移動させることのできる可動式の装置、または周囲環境が
変化する装置にとって便利である。
【００２４】
　光センサー24は、このようなフラット-パネル・ディスプレイ・システムで利用するの
に適した任意の薄膜感光装置にすることができる。例えばシリコンまたは有機物からなる
フォトダイオード、フォトキャパシタ、フォトトランジスタを使用できる。薄膜材料は、
従来技術で知られている例えば蒸着法またはフォトリソグラフィ法によって（典型的には
厚さが1ミクロン未満の層に）堆積させることができる。これら光センサーと回路素子を
フラット-パネル・ディスプレイと一体化し、集積化した解決法を提供することができる
。ディスプレイと一体化した場合には、回路12および／または14の任意の一部または全部
を、フラット-パネル・ディスプレイで知られている薄膜トランジスタと電気部品を用い
て構成することができる。適切な1つの光センサー回路が、譲受人に譲渡された同時係属
中のアメリカ合衆国特許出願シリアル番号第10/694,560号に開示されている。フォトトラ
ンジスタ、キャパシタ、抵抗器に関する薄膜製造技術は公知である。
【００２５】
　典型的なフラット-パネル・ディスプレイは、一般にガラスまたはプラスチックからな
る堅固な基板または可撓性のある基板と、複数の発光素子（例えば有機発光ダイオード材
料（OLED））または光制御素子を備えている。光制御素子は、偏光層と発光バックライト
を有する例えばLCDである。個々の発光素子は、薄膜トランジスタとキャパシタを利用し
て制御することとともに、データ、電力、タイミング信号を提供する外部制御装置を利用
して制御することができる。
【００２６】
　複数の薄膜光センサー24を電気的に接続して1つの統合光信号にすること、または複数
の薄膜光センサー24に別々にアドレスすること、またはそれぞれの出力を1つにまとめる
ことができる。その複数の光センサー24は、互いに接近した状態に配置してもよいし、フ
ラット-パネル・ディスプレイ全体に分散させてもよい。集積化した光センサー24の数を
より多くしたりサイズをより大きくしたりすると信号が大きくなり、そのことによって周
囲光を検出する際の応答が改善される。光センサー24には共通する回路素子があってもな
くてもよい。
【００２７】
　本発明は、トップ-エミッション型OLEDフラット-パネル・ディスプレイ装置とボトム-
エミッション型OLEDフラット-パネル・ディスプレイ装置の両方で使用できる。発光ディ
スプレイは、従来技術で知られているように、多数の支持層（例えば発光層、正孔注入層
、正孔輸送層、電子注入層、電子輸送層）を有する有機発光ダイオード（OLED）ディスプ
レイにすることができる。光センサー回路12の任意の部分または全体は、アクティブ-マ
トリックス・ディスプレイ回路と同じ1つのステップで堆積させることができ、処理と製
造を簡単にするために同じ材料を含むことができる。出願人が明らかにしたように、アク
ティブ-マトリックスOLEDディスプレイで使用する薄膜構造は、光センサー24と光センサ
ー回路12を形成するのに使用できる。光センサー24を接続する方法は多数あり、その方法
は、ディスプレイのレイアウト、電極の導電率、光センサーに接続される信号線など、さ
まざまな因子に依存している。
【００２８】
　回路12と14の一方または両方をフラット-パネル・ディスプレイ装置と同じ基板上に直
接一体化すること、またはディスプレイの外部に実現することができる。一般に、回路を
ディスプレイ装置と直接一体化することによってより優れた性能が得られ、より正確にも
なるが、そうなることがどのディスプレイ装置でも望ましいわけではない。
【００２９】
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　すでに説明したように、本発明をフラット-パネル・ディスプレイで利用して周囲光を
検出できる。あるいは本発明の別の一実施態様では、光センサー24をフラット-パネル・
ディスプレイの発光素子と組み合わせて配置することができる。この実施態様では、光セ
ンサー24を利用してディスプレイから出る光を検出することで、発光素子からの出力光を
測定し、光出力に関する情報（例えば強度、効率、劣化度、色）を提供することができる
。
【００３０】
　好ましい一実施態様では、小分子OLEDまたはポリマーOLEDからなる有機発光ダイオード
（OLED）を備えるフラット-パネル・デバイスにおいて本発明を利用する。小分子OLEDま
たはポリマーOLEDは、例えば、1988年9月6日にTangらに付与されたアメリカ合衆国特許第
4,759,292号と、1991年10月29日にVanSlykeらに付与されたアメリカ合衆国特許第5,061,5
69号に開示されている。有機発光ディスプレイの多くの組み合わせや変形例を利用してこ
のようなデバイスを製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施態様による回路の概略図である。
【図２】本発明の別の一実施態様による回路の概略図である。
【図３】本発明の別の一実施態様による回路の概略図である。
【図４】本発明のさらに別の一実施態様による回路の概略図である。
【図５】本発明の一実施態様で使用した光センサー回路からの出力を示すグラフである。
【符号の説明】
【００３２】
　10　　回路
　12　　光センサー回路
　14　　測定回路
　16　　リセット信号
　18　　電圧信号
　20　　クロック信号
　22　　ディジタル出力信号
　24　　光センサー
　26　　キャパシタ
　28　　リセット用トランジスタ
　30　　増幅用トランジスタ
　32　　カウンタ
　34　　レジスタ
　35　　トリガー信号
　36　　比較器
　37　　ランプ信号
　38　　ランプ信号発生器
　39　　サンプル・ホールド回路
　40　　比較器
　42　　比較器
　44　　増分信号
　46　　減分信号
　48　　ダウン・カウンタ
　50　　光
　52　　クロック
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(13) JP 2008-522159 A 2008.6.26

10

20

30

40



(14) JP 2008-522159 A 2008.6.26

10

20

30

40



(15) JP 2008-522159 A 2008.6.26

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LC,LK,L
R,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY
,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  コック，ロナルド　スティーブン
            アメリカ合衆国，ニューヨーク　１４６２５，ロチェスター，ウエストフィールド　コモンズ　３
            ６
(72)発明者  シルバーマン，ジョシュア　マーク
            アメリカ合衆国，ニューヨーク　１４６２５，ロチェスター，バザール　ストリート　１２６
Ｆターム(参考) 2G065 AA03  AB04  BA07  BA09  BB41  BC08  BC13  BC15  BC22  BC28 
　　　　 　　  2H093 NA06  NC55  NC66  ND02  ND39  ND58  NE06  NE10 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

